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EMENTA 
 
 
 

Astrometria (60 horas-aulas, 4 créditos) — OVL700/800 
Ementa: Características de novos catálogos astrométricos. Sistemas de constantes, unidades e 
metodologias definidas e adotadas por órgãos internacionais (IAU, IAGG, IERS, etc). Mudanças entre 
diferentes sistemas de referência. Uso de CCD para coleta de dados astrométricos. 
Radiointerferometria e radioastrometria. Técnicas de uso do Laser-Lua e Satélites Doppler. 
Interferometria aplicada às missões espaciais. Metodologia, redução e tratamento de dados 
relacionados com programas espaciais (Hipparcos, FAME, SIM e GAIA). Aplicações de efeitos 
relativísticos nas técnicas astrométricas. Técnica rigorosa de redução ao dia. Conexões entre 
sistemas de referência obtidos por técnicas diferentes e em diferentes regiões do espectro 
eletromagnético observado (com ênfase na comparação óptico versus rádio). 
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